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電気伝導特性を測定した。その結果、探針間距離を最小 30 nm まで近づけて、４端子抵抗測定をおこなうことに成功






 導電性カーボンナノチューブ（CNT）探針を用いて急峻な凹凸構造を STM 観察し、従来の金属探針を用いるより
も精密なプロファイルが得られることを実証した。凹凸構造の SEM 像と STM によるラインプロファイルの比較か

























の電気伝導特性を測定した結果について述べている。探針間距離を最小 30 nm まで近づけて、４端子抵抗測定をおこ
なうことに成功している。また、同探針による測定は、試料の電気伝導特性に影響を及ぼすようなダメージを与えな
いことを示している。 
 第６章では、導電性カーボンナノチューブ探針を用いて、急峻な凹凸構造を STM 観察した結果について述べてい
る。同探針を用いることにより、従来の金属探針よりも精密なプロファイルが得られることを示している。さらに、
同探針が凹凸構造の STM 観察中も安定なトンネルコンタクト状態を維持することを見い出している。 
 第７章では、導電性カーボンナノチューブ探針を用いて、ErSi2 ナノ結晶の原子レベル立体イメージングを行った
結果について述べている。ErSi2 ナノ結晶の形状、結晶構造、側壁の表面構造、状態密度を詳細に解析できることを
示している。 
 第８章では、本研究において得られた知見を総括している。 
 以上のように、本論文では導電性カーボンナノチューブ探針によるナノスケール物性計測手法の有用性を実証し、
走査トンネル顕微鏡やナノ電気伝導計測の新しい適用範囲を示している。さらに、本論文はさらなる発展の可能性を
秘めており今後の研究が期待される。また、論文公聴会においては適切な説明がなされ、討議・質問に対しては適確
な回答がなされた。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
